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委託項目

名稱： 太陽光電模組浸泡水質分析 (模組破裂試驗＋IPX8

浸泡 2週＋水質分析_飲用水水質標準)Water 

quality analysis after IPX8 water immersion 

of a solar photovoltaic module after it is 

cracked and damaged.
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測 試 名 稱：太陽能光電模組擊裂破損後 IPX8 泡水水質分析 

樣 品 名 稱：太陽能光電模組  

委 託 者：元晶太陽能科技股份有限公司 

收 件 日 期：115年 02月 05日 

浸 泡 日 期：115年 02月 10日~115年 02月 24日 

報 告 日 期：115年 03月 15日 

測試實驗室名稱：工研院綠能與環境研究所先進光電材料研究室 

1.太陽模組浸泡試驗說明

1.1 試驗方法：由元晶太陽科技股份有限公司提供高效率太陽光電模組，

此模組已先進行濕熱測試 3000小時（DH3000），試驗前

將該模組經擊裂破損處理後，依 IPX8.方法，將測試模組

放進浸水箱後，模組底部到水面的距離至少為 1m，同時

使用之水質為自來水，並於浸泡 14天取樣，進行水質檢

測。 

1.2 模組泡時間: 0/14 天 

1.3 測試水質標準依據: 環境部主管法規共用系統-飲用水水質標準 

1.4 模組型號: TS72-CMH-590 H6xxx，xxx=QT , QTS or QTV 

1.5 模組尺寸: 2278*1134*30 mm 
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檢測項目
14天

(mg/L)

空白

(mg/L)

環境部

飲用標準

(mg/L)

方法 MDL
註2

氰化物 ND
註1 ND 0.050 NIEA W410.54A MDL=0.007

砷 *0.0008
註4 ND 0.010 NIEA W434.54B

MDL=0.0003,

定量值=0.0010

汞 ND ND 0.001 NIEA W330.52A MDL=0.0002

鎘 ND ND 0.005 NIEA W311.54C MDL=0.001

鉛 ND ND 0.010 NIEA W311.54C MDL=0.003

鉻 ND ND 0.050 NIEA W311.54C MDL=0.004

鎳 ND ND 0.020 NIEA W311.54C MDL=0.004

鋇 0.029 0.031 2.000 NIEA W311.54C

銻 ND ND 0.010 NIEA W311.54C MDL=0.006

銅 ND ND 1.000 NIEA W311.54C MDL=0.004

鋅 ND ND 5.000 NIEA W311.54C MDL=0.005

錳 ND ND 0.050 NIEA W311.54C MDL=0.003

銀 ND ND 0.050 NIEA W311.54C MDL=0.004

鐵 ND ND 0.300 NIEA W311.54C MDL=0.008

亞硝酸鹽氮 *0.01 *0.01 0.100 NIEA W418.54C 定量值=0.0033

硒 ND ND 0.010 NIEA W341.51B MDL=0.0006

鋁 ND ND 0.200 NIEA W311.54C QDL
註3

=0.02

氯乙烯 ND ND --- NIEA W785.58B QDL=0.005

四氯甲烷 ND ND 0.005 NIEA W785.58B QDL=0.005

苯 ND ND 0.005 NIEA W785.58B QDL=0.005

三氯乙烯 ND ND 0.005 NIEA W785.58B QDL=0.005

1,4-二氯苯 ND ND 0.075 NIEA W785.58B QDL=0.005

反-1,2-二氯乙烯 ND ND 0.100 NIEA W785.58B QDL=0.005

1,1-二氯乙烯 ND ND --- NIEA W785.58B QDL=0.005

順-1,2-二氯乙烯 ND ND 0.007 NIEA W785.58B QDL=0.005

1,1,1-三氯乙烷 ND ND --- NIEA W785.58B QDL=0.005

1,2-二氯乙烷 ND ND 0.005 NIEA W785.58B QDL=0.005

1,1,2-三氯乙烷 ND ND --- NIEA W785.58B QDL=0.005

1,2-二氯乙烯 ND ND --- NIEA W785.58B QDL=0.005

1.6水質浸泡地點：財團法人工業技術研究院 

2. 測試結果:

2.1空白與浸泡 14天 

註 1：低於偵測極限之測定值以”ND”表示，並註明其偵測極 

註 2：方法偵測極限值(MDL) 

註 3 : 方法定量極限值（QDL） QDL = 3.3 x MDL 

註 4：「＊」表示檢測值介於 MDL與 QDL之間 
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3、量測儀器 

儀器名稱 型號 追溯機構 設備有效期限 

感應耦合電漿原子

發射光譜儀 

(ICP-OES) 

OPTIMA 100DV 珀金埃爾默 2027/01/16 

原子吸收光譜儀 

( AA) 
PFBS23031002 珀金埃爾默 2027/01/16 
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附件 一 

測試模組撞擊 
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測試模組外觀: 

正面 

水槽外觀 
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模組浸泡 
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  元智檢測報告 
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